Hacettepe Universitesi Egitim Fakiiltesi Dergisi, 10 (1994) 95-97

RASCH MODELI MADDE PARAMETRELERINI KULLANARAK
EN YUKSEK OLABILIRLIK YONTEMIYLE YETENEGIN KESTIRILMES]

Fitnat Kaptan*

ABSTRACT: In this study, the estimation of ability was
worked on. Rasch modeling, which belongs to latent trait theory
alternatived to classical theory, item parameters and Function of
Maximum Likelihood Estimation were used.

1 prepared and used the programme which is estimated the
ability. This programme was written in Basic Programme Lan-
guages. The result of this study were agreed with those of before
study in literature.
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OZET: Bu arastirmada, yetenegin kestirilmesi iizerinde
¢alisilmugtir. Klasik Test Teorisine alternatif olarak ortaya atilan,
Ortiik Ozellikler Kurami1 kapsamindaki Rasch Modeli madde pa-
rametreleri ile, en yiksek olabilirlik fonksiyonu kullanimigtar.
Bu yaklagimla yetenegi kestiren bir bilgisayar programi,
aragtirmaci tarafindan BASIC dili kullanilarak yazilmigs, uygu-
lanmus ve literatiir ile uyumlu sonuglar elde edilmistir.

ANAHTAR SOZCUKLER: Yetenegin kestirilmesi, Rasch
Modeli, en yiiks ek olabilirlik kestirimi.

1. Girig

Olgme, herhangi bir niteligi gozlemek ve gozlem
sonuglarini sayilarla ya da bagka sembollerle ifade etmek-
tir (Turgut, 1983:12). Olgme konusu ozellikler, bagart, ye-
tenek ilgi ya da tutum olabilir.

Objektif 6lgme araglari ilg ilgili olarak cesitli teoriler
geligtirilmigtir. Bunlardan baglica ikisi; Klasik Test Teo-
risi Ve Ortiik Ozellikler Kuramr'dir (Latent Trait Theo-

y).

Klasik Test Teorisi, lizerinde ¢aligilan gruba bagimh
test ve madde istatistikleri verir. Ortiirk Ozellikler Kurami
ve buna bagli modeller (Rasch Modeli, ki Parametreli ve
Ug Parametreli Logistik Model), uygulandiklari gruba
bagimh olmayan, ancak belli bir kuramsal dagilim var-

sayimina dayanan madde ve test istatistikleri verir.

Wright (1967: s 87) bir dlgmenin objektif olabilmesi
icin asafidaki kosullarin saglanmasi gerektigini belirt-
mektedir:

+ Olgme aracinm olgeklenmesi, gruptan baZimsiz
olmalidir.

+ Olgiilen o6zellikler, kullanilan 6lgme aracindan
bagimsiz olarak 6lgeklenebilmelidir.

Rasch modeli, Ortiik Ozellikler Kurami gergevesinde
bir modeldir ve asafidaki sayitilar iizerine kurulmustur
(Thorndike: 1982, Rasch:1960, 1966):

« Olgiilen yetenek, oigeklemenin yapildiga grupta nor-
mal dagilim gosterir.

» Aym yeterlik diizeyinde, testlerdeki maddelerin ce-
vaplandirilma olasiliklart birbirinden bagimsizdir (local
independence).

» Testi olugturan tiim maddeler tek boyutlu bir yeterligi
olgmektedir (unidimentionality).

+ Testteki maddelerin cevaplandiriimasinda, sansla
dogru cevabi bulma olasihig1 sifirdar.

Bir ¢ok kaynakta Rasch modeli sayiltilan arasinda,
testteki maddelerin ayricilik deBerleri bir (1) dederinde
olmas1 gerektigi, soylenmekle birlikte, bu kogulu saglayan
maddelerin kolay elde edilememesi, bu sayiltiya ragmen
elde edilen maddelerle de modele uygun Olgmeler
yapilabilecegi bazi aragtirmalarda gosterilmigtir (Curry,
Bashow ve Rentz: 1978).

Aragtirmacilar s6z konusu ¢aligmalarinda bir testteki
maddelerin aymricilik degerlerinin egitligi sayiltisint model
ile ilgili diger sayiltilara uygunluk saglayarak ihlal ettikle-
rinde elde edilen yetenek tahminlerinin de kararli olgiiler
verebilecegini gostermiglerdir.

Rasch modelinde madde giicliigii ve yetenek diizeyi
Olceklenirken maddelerin uygulandig1 gruptan elde edilen
ham puan frekanslar1 ve madde puanlari kullaniimaktadur.
Testteki her madde igin giigliik Olgiisii, testten alinabilecek
her puan i¢in de yetenek diizeyi tahmini elde edilmektedir.
Rasch modeli ile ol¢ekleme yapilabilmesi igin, testten O
(stfir) puan alanlar ile tam puan alanlar analizden
¢ikarilmaktadir.
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2. En Yiiksek Olabilirlik Fonksiyonu Yaklagimi ile
Yetenegin Kestirilmesi

Olciilmeye galigilan tek boyutlu gzellik (yetenek) O ile
gosterilsin. Madde parametreleri ile birlikte her bireyin
cevap dagilimini gosteren vektore U densin

f 1 Cevabimn dogru olmast hali

U= .
' \OCevabm yanlig olmas: hali

© yetenek diizeyindeki bireyin i maddesini cevaplama
fonksiyonu goyle yazilir:

P(UJ©) = P(Uj=110).PU;=01©)
p.U,1-pp! Vi

_ pUQ1-U;
= P

Q;=1-P, olarak tammlanmigtir. Bir birey n maddeden
olusan bir testi cevapladifinda © yetenek diizeyinin sarth
en yiiksek olabilirlik kestirim fonksiyonu {maximum like-
lihood estimation function) agagidaki gibi yazilmaktadur.

L(UUp, ... U l0)
=P(U,1©)P(U,l©)... P(U |©)

L(U,U,...U,Q)= TPURL-U;

i=1
Bu csitlikte U=l oldugunda Q'*Vi=l ve Uj=0
oldugunda ise P;U;=1 olmaktadr.

Kullanilan madde tepki kuram: modeli Rasch modeli
oldugunda P; ve Q; terimleri soyle tammlanmaktadir
(Hambleton, Swaminathan, 1985):

P, = expD(©-b;)/[1+expD(©-b))]
Q= 1/[1+expD(©-b;)]

©® : Kestirilecek degisken (yetenek)
b, : Rasch madde gii¢liik indeksi

D : Olgekleme sabiti

Olabilirlik fonksiyonunun dogal logaritmast alindifinda
carpma terimi yerine toplama terimi geleceginden bu
fonksiyon:

IMLUIB) = Y, [UilnPi+(1-UpInQj]

i=1
sekline girmektedir.
Bu fonksiyonun © ya gére tirevi ahmp sifira

esitlendiginde, fonksiyonun maksimum (en yiiksek olabi-
lir) degerini aldig1 © degeri bulunmug olur.

d/de[InL(U1©)}1=0

Olabilirlik fonksiyonunun dogal logaritmasimn ©
degerlerine gore degigimi bir (Rasch), iki ve ii¢ parametre-
1i modele gore incelenip grafigi gizildiginde Sekil 1'deki
gibi egriler elde edilir ve bu egrilerin doniim (maksimum)
noktasina ait © degeri grafikten de bulunabilir.
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Sekil 1:En Yiiksek Olabilirlik Fonksiyonu Yaklaginu ile Yete-
negin Grafik Yontemle Kestirilmesi

(Alindig1 kaynak: Hambleton, Swaminathon, ITEM RESPON-
CE THEORY s:78)

3. Yetenegi Kestiren Bilgisayar Program

Asagida verilen programdaki KLASIK. TXT File1 bi-
reylerin cevap vektorleri, YANGUC.TXT File testteki
maddelerin yamtlarim ve her maddenin Rasch madde
gii¢liik indeksini igerir. Bu File'lar input olarak programa
uygun gekilde verildiklerinde, programin caligmas1 sonu-
cunda her bireyin yetenegini igeren toplu bir output File
olan ABLTY.TXT elde edilir. Buradan her bireyin yete-
negi kestirilmig olur.

REM  FITNATKAPTAN
REM  KILNWRP.BAS
CLS
DIM G (50), CY$(50), DY$(50), VY$(50)
10 OPEN"T", #1,"KLASIK. TXT"
OPEN 1", #3, "YANGUC.TXT"
OPEN 0", #2,"ABLTY TXT"
FORK =1TO 40
INPUT #1,CY$ (K)
REM  PRINTK,CY$(K)
NEXTK
FORJ =1TO 50
INPUT #3, W$
DY$ (J)=LEFT$ (W$, 1)
G(J) = VAL (MID$(W$, 3,6))
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REM PRINTJ,DY$ (J),G ()
NEXTJ
CLOSE #1
CLOSE #3
FORL=1TO40
T1 =.000001
H2=1E-15
FO=0
TO=NOTFO
80 REM INPUT "FIRST GUESS"; X
X=0
IF (X<-19) THEN 9999
GOSUB 8000
PRINT
F (El =F0) THEN "“The solution is"; X: PRINT #2, SN§, X
NEXTL
9999 END
8000 REM
El1=FO
REM
8030 X1=X
GOSUB 8400
IF (ABS (F1) > H2) THEN 8090
PRINT "ERROR-Slope is zero”
E1=TO
GOTO 8160
8090 D6=F1/F2
X=X1-D6
PRINT X1,F1,F2
IF (ABS (D6) > = ABS (T1 * X)) THEN 8030
REM
8160 RETURN: REM FROM NEWTON'S MET.
8400 TOP=0
TTOP=0
FORK =1TO 50
A$=CY$ (L)
SN$ =LEFTS (A$,7)
VY$ (K)=MID$ (A$,8+K, 1)
BI=G(K)
D=1.7
Z=EXP (D* (X-BI))
111 PI=Z/(1+Z)
TLPI=D/(1+Z)
T2LPI=-D*D*Z/((1 +Z)* (1 +Z))
Ql=1/(1+2)
TLQI=-D*Z/(1+7Z)
T2LQI =T2LPI
TFON =TLQI
FON =T2LQI
IFDY$ (K)= VY$ (K) THEN FON = T2LPI: TFON = TLPI
TOP =TOP + FON
TTOP=TTOP + TFON
1010 NEXTK
F1 = TOP
F2=TOP
RETURN

Yetenek kestiriminde kullanilan bir yontem de; grafik
yontemidir. Sekil 1'den goriildiigii gibi her bireyin yete-
negi © ya kargt Ln(L) grafigi ¢izilerek elde edilen-¢grinin
maksimum noktasindan da bulunabilir. Bu amacla her
birey i¢in © o Ln(L) grafigi ¢izilmig ve hem BASIC prog-
ramu ile kestirilen, hem de grafikten bulunan yetenegin

ayni olduBu goriilmiistiir. Bir birey i¢in © o Ln(L) grafi8i
Sekil 2'de verilmigtir. Bu birey i¢in hem programdan hem
de grafikten kestirilen yetenek 1,44 olarak bulunmugtur
(Kaptan;1993).
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Sekil: 2.  Gratik ¢ozumleme yontemiyle o bireyin yete-

neginin kestirilmesi
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